Vétsina expertiz ve forenzni oblasti se zabyva uréovanim, popisem a komparacemi prakticky
libovolnych fazi, které mohou pfijit do styku s osobami ¢&i predméty. V obecném pripadé se
ve forenzni laboratofi Ize setkat s materialy jak pfirodniho plvodu, tak i libovolnymi hmotami
vzniklymi ¢éinnosti ¢lovéka. V oblasti anorganickych materialt se obvykle kombinuji meto-
dy SEM/EDS/WDS/CL, opticka mikroskopie v prochazejicim a odrazeném svétle a fluores-
cence, XRF/mXRF, Ramanova spektroskopie/FTIR, XRD/mXRD, multispektralni metody
a rentgenové zobrazovaci metody. V posledni dobé nachazi uplatnéni i technologie fokuso-
vaného iontového svazku, nebo hmotnostni spektrometrie sekundarnich iontt. Velmi vyznamny
je fakt, ze metody musi byt prakticky nedestruktivni a po provedenych analyzach je zacho-
vana plna dikazni hodnota vzorku. Na trhu s modernim uménim se objevuje velké mnozstvi
padélkd, nékteré jsou odlisitelné pouhym okem, nékteré jsou velmi kvalitni a vyzaduji sofis-
tikovanou analyzu a znalosti. Velmi zajimavou a pestrou oblasti je analyza drahych a ozdob-
nych kamend, $perkl a perel. Rozlideni napf. péstovanych a pfirodnich perel, kde se cena
muze liSit u stejné velikosti a kvality i o nékolik Fad(, nemusi byt trivialni. Oba tyto druhy
perel maji identickou povrchovou mikromorfologii a je nutné analyza izotopického slozeni, ¢i
nedestruktivni studium vnitfni struktury perly. Prokéazani sofistikovanych podvodi drahych
kamend a Sperkd Casto také vyZaduje specialni techniky a znalosti.

The majority of forensic examinations are concerned with the identification, characterisation
and comparison of virtually any phases that may come into contact with individuals or ob-
jects. In general, forensic laboratories encounter materials of both natural origin and a broad
spectrum of substances resulting from human activity. Within the domain of inorganic ma-
terials, analytical workflows typically combine scanning electron microscopy coupled with
energy-dispersive, wavelength-dispersive and cathodoluminescence detectors (SEM/EDS/
WDS/CL), optical microscopy in transmitted and reflected light, fluorescence techniques,
X-ray fluorescence (XRF/mXRF), Raman spectroscopy and Fourier-transform infrared spec-
troscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD/mXRD), multispectral techniques, and X-ray imag-
ing methods. In recent years, focused ion beam (FIB) technologies and secondary ion mass
spectrometry (SIMS) have also been increasingly employed. A fundamental requirement of
forensic analysis is that the applied methods are essentially non-destructive, ensuring the pres-
ervation of the full evidential value of the sample following examination. The contemporary
art market is characterised by a substantial prevalence of forgeries; while some may be iden-
tified through visual examination alone, others exhibit a high degree of sophistication and
necessitate advanced analytical techniques in combination with expert knowledge. A parti-
cularly complex and diverse area of forensic analysis is the examination of precious and deco-
rative stone materials, jewellery and pearls. The differentiation between cultured and natural
pearls, for example—where the market value of specimens of identical size and apparent
quality may differ by several orders of magnitude—is non-trivial. Both pearl types display in-
distinguishable surface micromorphology; therefore, reliable discrimination requires isotopic
composition analysis or non-destructive investigation of the internal structure of the pearl.
The current marketplace also includes numerous forgeries of gemstones and jewellery. The
demonstration of sophisticated fraudulent practices in this field frequently requires highly
specialised analytical techniques and expert interpretation.
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Uvod

Vétsina expertiz ve forenzni oblasti se zabyva uréovanim, popisem a komparacemi prakticky
libovolnych fazi, které mohou pfijit do styku s osobami ¢&i predméty. V obecném pripadé se
ve forenzni laboratofi Ize setkat s materialy jak pfirodniho pivodu, tak i libovolnymi hmotami
vzniklymi ¢innosti ¢lovéka. Svétova forenzni pracovisté proto jsou vybavena Spic¢kovymi ana-
lytickymi pfistroji, které jsou schopné analyzovat vétsi ¢ast prestavitelnych materiald a hmot.
V oblasti anorganickych materiali se obvykle kombinuji metody SEM/EDS/WDS/CL, opticka
mikroskopie v prochézejicim a odrazeném svétle a fluorescence, XRF/mXRF, Ramanova spek-
troskopie/FTIR, XRD/mXRD, multispektralni metody a rentgenové zobrazovaci metody.
V posledni dobé nachazi uplatnéni i technologie fokusovaného iontového svazku, nebo hmot-
nostni spektrometrie sekundarnich iontd. Velmi vyznamny je fakt, Ze metody musi byt prak-
ticky nedestruktivni a po provedenych analyzach je zachovana plna diikazni hodnota vzorku.
Moderni metody se uplatiuji i pfi prdzkumu barevné vrstvy, kdy se jedna typicky o multidis-
ciplinarni analyzu. Na trhu s modernim uménim se objevuje velké mnoZstvi padélkd, nékteré
jsou odlisitelné pouhym okem, nékteré jsou velmi kvalitni a vyZaduji sofistikovanou analyzu
a znalosti. Velmi zajimavou a pestrou oblasti je analyza drahych a ozdobnych kamend, $perk
a perel. Rozliseni napt. péstovanych a pfirodnich perel, kde se cena mdze lisit u stejné veli-
kosti a kvality i o nékolik Yad(i, nemusi byt trivialni. Oba tyto druhy perel maji identickou po-
vrchovou mikromorfologii a je nutna analyza izotopického slozeni, ¢i nedestruktivni studium
vnitfni struktury perly. Na souasném trhu se objevuje také Fada padélkd drahych kament
a Sperkd. Prokazani sofistikovanych podvodi i v této oblasti ¢asto vyZaduje specialni techni-
ky a znalosti. V soucasné dobé je napf. svétovy trh zaplavovan syntetickymi diamanty vysoké
kvality. Jejich odliseni od p¥irodnich neni snadné a vyzaduje komplexni analyzu.

Komplexni analyza uméleckych pfedméti a artefaktd

Analyza zkoumaného predmétu zacina vzdy nedestruktivnimi metodami. Prvotni je vizualni
prohlidka a dokumentace ve viditelném spektru, pokraluje se multispektralnim snimanim (od
UV oblasti po infralervenou), rentgenovym prisvitem, detailni mikroskopickou prohlidkou
pod optickym mikroskopem, analyzou mobilnim Ramanovym spektrometrem a XRF. Rentge-
nové zobrazovani je velmi efektivni a pfinasi fadu informaci o zkoumaném predmétu, jeho
vnitini stavbé a strukture. U malitskych dél Ize dobte identifikovat podmalbu/premalbu a zis-
kat poznatky i k rukopisu autora. Klasické rentgenové zobrazovani vyuzivalo ploché filmy, dnes
jsou pouZivany polovodi¢ové ploché detektory, které ale maji omezené rozméry (max. cca
0,25 m?). Problémy jsou s rozmérnymi a 3D pfedméty. Pro univerzalni nedestruktivni analyzu
a prazkum prakticky libovolného predmétu bylo ve spolupraci KU a spoleénosti Radalytica
vyvinuto multimodalni robotické zafizeni, které umoznuje snimani prakticky libovolného pred-
métu, velikost je omezena jen velikosti pouzitych primyslovych robotd (Obr. 1). Systém umoz-
huje kromé klasického rentgenového zobrazovani i plnou 3D pocitaéovou tomografii, tomo-
syntézu a dalsi zobrazovaci modality.

Nova generace rentgenovych zobrazovacich detektorl poskytuje velmi vysokou kvalitu
obrazu, pfi prostorovém rozli$eni az na drovni desitek mikrometrd ve 2D nebo i 3D obrazu.
Jadrem systému je rentgenova zobrazovaci platforma vybavena detektorem treti generace
pro detekci zafeni, optimalizovanym pro nizko- a stfednéenergetické rentgenové paprsky. Pfi-
ma konverze fotonl umoziuje diskriminaci energie, coz zlepSuje kontrast a pomér signal/Sum
ve srovnani s konvencnimi detektory. Systém méri témér viechny bézné 2D a 3D trajektorie
rentgenového zobrazovani s presné kalibrovanou a opakovatelnou geometrickou presnosti
a dosahuje prostorového rozliseni 50 um, nebo lepsi dle pouzitého zdroje a detektoru. Rozli-
Seni cca 50 pm je dano primarné opakovatelnosti nastavovani pozice existujicich robotickych
ramen. Vyssiho rozliSeni je mozno docilit pouzitim mikro-fokusovych rentgenovych lamop
s vyfazovacim spotem mensim nez 50 pm. V tomto prFipadé mize byt sken provadén bez po-
hybu rentgenové lampy, pouze pohybem detektoru. V takovém pripadé Ize pouzit geomet-
rické zvétseni a docilit rozliSeni az na Grovni velikosti emisniho spotu rentgenky.
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Obr. 1 Systém robotického multimodalniho zobrazovani je pIné mobilni

a Ize ho dopravit na misto analyzy rozmérnych objektd.

Systém vyuziva rentgenovy zdroj, ktery kombinuje vysoko-napétovou rentgenovou trubici
s mikrofokusem a integrovanym napajecim zdrojem v kompaktnim modulu (napéti 20-100 kV,
maximalni vykon 15 W, wolframova anoda). Emisni spot miiZze byt nastaven mezi pfiblizné
5-10 pm v zavislosti na vykonu. Stabilni provoz a reprodukovatelné parametry cini tento
rentgenovy zdroj vhodnym nejen pro zobrazovani s vysokym zvétSenim, ale jako excitaéni
zdroj pro XRF spektrometrii, véetné plosSného mapovani. XRF analyza se provadi pomoci
kompaktniho energiové dispersniho spektrometru Amptek X-123 FAST SDD, zalozeného na
kfemikovém driftovém detektoru (SDD). Detektor dosahuje energetického rozliseni pfibliz-
né 122-129 eV FWHM pfi 5,9 keV, coz umoziuje spolehlivé oddélit prekryvajici se charakte-
ristické spektralni linie jednotlivych prvkd. VSechna méfeni jsou integrovana do jednotného
souradnicového ramce, coZz umoziuje pfimou korelaci dat z transmisniho rentgenového zob-
razovani s prvkovou chemickou analyzou XRF a multispektralnim zobrazovanim. Tato kom-
plexni informace je obzvlasté dulezZita pro analyzu heterogennich materiald. Pro mapovani
oblasti jsou jednotliva spektra spojena se znamymi mé¥icimi soufadnicemi a prvkové mapy
ukazuji relativni prostorové rozloZeni vybranych prvkd. Mapy lze zobrazit samostatné nebo
je prekryt s rentgenovymi a multispektralnimi projekcemi (Obr. 2 a 3). XRF mapovani je
omezeno hloubkou priniku jak primarniho, tak sekundarniho rentgenového zareni. Efektivni
hloubka vzorkovani tedy zavisi na sloZeni a hustoté materialu, a XRF by méla byt povazovana
predevsim za techniku pro analyzu povrchd.
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Multispektralni zobrazovani je provadéno pomoci tfi hyperspektralnich kamer pokryvajicich
Siroky spektralni rozsah od ultrafialového (UV) po blizky infraderveny (NIR) 200-1900 nm
(220-380, 400-1000 a 1100-1900 nm). Geometrie kamer je kalibrovana vii¢i jednotnému
souradnicovému systému, coz umoZznuje presnou prostorovou korelaci mezi hyperspektral-
nimi kamerami, rentgenovym zobrazovanim a XRF daty. Je mozné presné zobrazovani jak
plochych, tak zakfivenych povrchl a 3D objektd, véetné reliéfl, soch apod. Osvétleni snima-
ného objektu zajistuji Sirokopasmové zdroje svétla optimalizované pro viditelné, NIR a SWIR
zobrazovani. Pro UV osvétleni se pouZivaji fluorescenéni trubice UVB (8 W) a UV-C NBB
(15 W), které poskytuji kontinualni spektra pres UV-A, UV-B a UV-C s malymi liniovymi vrcho-
ly, které jsou kompenzovany kalibraci tmavého a bilého pole, aby byla zajisténa reprodukova-
telnost méreni. Akvizice multispektralnich dat probiha sekven¢né pomoci kamer s fadkovym
sniméanim (pushbroom), které umoZiuje rychlejsi akvizici dat nez bodové mapovani. Kamera
Obr. 2 Obraz signovany Kupka (vlevo), rentgenovy prisvit zjistil vjraznou podmalbu (uprostied), vpravo je zobrazeni je upevnéna na jEdnom robotickém rameni kolmo na vzorek, osvétlova¢ na druhém rameni
tzv. ,barevného rentgenu”, kdy jednotlivym kanél@im jsou pfifazeny nepravé barvy, vysledek je obvykle lépe viditelny. pod nastavitelnym Ghlem (obvyk|e ~45°). Uhel osvétleni je ladén tak, aby se zabranilo stinim
a odraztim na lesklych nebo reliéfnich povrsich. Obé ramena se pohybuji souéasné, je zacho-
vavana konstantni vzdalenost a geometrie, aby bylo zajisténo homogenni osvétleni na zakfi-
venych nebo nerovnych povrsich. Data jsou reprezentovana jako hyperspektralni kostky, kde
kazdy pixel obsahuje spektralni data napfi¢ desitkami az stovkami Gzkych pasd. Spektra jsou
kalibrovana, pozadi je ode¢teno a data jsou predzpracovana k odstranéni Sumu a korekci ne-
regularity senzoru. Charakteristické spektralni komponenty (endmembery) jsou extrahovany
a jejich prostorové zastoupeni je projektovano na (zak¥ivené) povrchy stejné jako u XRF dat.
To umoznuje analyzu povrchovych a materialovych vlastnosti i na zakfivenych nebo reliéfnich
povrsich, korelovanych s rentgenovymi CT a XRF mapami. Multispektralni mapy mohou byt
zobrazeny samostatné nebo prekryté s rentgenovymi obrazky, coz umoziuje korelaci povr-
chovych optickych vlastnosti s vnitini strukturou (Obr. 4), vysledky Ize pouZit pro studium
vrstev, degradaci nebo retusi apod.

Obr. 4 P¥iklady multispektralniho snimani obrazu signovaného Kupka (Obr. 2), vlevo 950 nm, vpravo 1380 nm.

Obr. 3 Vysledky XRF mapovani obrazu signovaného Kupka (Obr. 2). Nahote plo§né mapy jednotlivych prvka Cd, Co, Zn.
Dole vlevo je prvkova mapa Cd, Co a Zn v jednom obrazku v nepravych barvéch. Vpravo dole je vysledek XRF mapovani

prekryt s rentgenovym prlsvitem.
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Tyto metody spolu s mobilnimi Ramanovymi spektrometry pomahaji ziskat komplexni infor-
maci o zkoumaném predmétu a umoznuji vytipovat mista, ze kterych se budou odebirat mikro-
vzorky. Tyto vzorky jsou nezbytné nap¥. pro komplexni analyzu barevné vrstvy, identifikaci
nejen pigmentd, ale i pojiv a dalSich vyznamnych fazi. Z mikrovzorkd jsou pfipraveny nabrusy
a dalsi zkoumani se provadi klasickymi metodami optické a elektronové mikroskopie ve spo-
jeni s elektronovou mikroanalyzou EDS/WDS, infratervenou mikroskopii (FTIR) a detailni
Ramanovou spektroskopii, kterou Ize v sou¢asné dobé provadét i primo v komofre elektrono-
vého mikroskopu.

Dal3i z vyznamnych metod je rentgenové difrakce (XRD), nejéastéji praskova (pXRD),
a mikrodifrakce , které p¥inaseji fadu vyhod a analytickych moznosti, jen velmi obtizné nahra-
ditelnych jinou instrumentaci. Umoznuji pfimou fazovou analyzu latek, a to i ve smésich, a ana-
lyzu organické i anorganické faze. Samoziejmé ale ani XRD metody nejsou samospasitelné
a jsou obvykle pouzivany v kombinacich s dal$imi metodami. Termin XRD mikrodifrakce se
poprvé objevuje na konci 90. let minulého stoleti. Pro bézné laboratorni pouZziti jsou ko-
meréné dostupné pristrojové sestavy, kde zareni ze standardni rentgenové lampy s bodovym
ohniskem je fokusovano pomoci monokapilary do plochy cca 100 mikront ve formé kvazipa-
ralelniho svazku a vysledny signal je detekovan pozi¢né citlivym detektorem. Pfesna prima
kontrola analyzované plochy je v nékterych pfipadech zadouci, zejména u nestandardnich
a nehomogennich vzork(, nap¥. nabrust zkoumané barevné vrstvy. Pres opticky adaptér je
mozné nasadit na justaéni mikroskop kameru a s pouzitim fluorescenéniho terciku zméfit
primo pozici primarniho svazku v roviné vzorku. S vyuzitim obrazové analyzy Ize tyto pozice
prenést do prekryvného obrazu a pouzivat jako justaéni Sablony. Velikost komory rentge-
novych difraktograf zpravidla umozZiuje umisténi monitoru pfimo v komore, operator tak
muze sledovat obraz z optického mikroskopu p¥imo a pracuje pfi justaci v ergonomické po-
zici. Systém je standardné vyuzivan pfi mikrodifrakéni analyze a umoZznuje presnou justaci
i kontrolu analyzované plochy vzorku. Mikrodifrakéni geometrie je vyhodna pro méreni ma-
lych oblasti v nehomogennim materialu, diky moZnosti velmi precizni centrace je mozné ana-
lyzovat napf. jedno zajmové zrno barevné vrstvy. Pokud je k dispozici vétsi mnoZstvi mate-
ridlu, je vyhodnéjsi pouzit sestav s kolimatory nebo divergenénimi clonami, které vyzaduji
kratsi expozicni ¢as a diky lepsi geometrii primarniho svazku poskytuji kvalitnéjsi zaznam pro
fazovou analyzu. P¥iklad identifikace fazi v bilé vrstvé komplexni barevné vrstvy uvadi Obr. 5,
spolu s vyznaéenym mistem analyzy v ndbrusu. Aktualné je testovana moznost provadéni
rentgenové difrakce pfimo na multimodalnim rentgenovém robotovi, kde by byla i moznost
mapovani velkych ploch a vytvareni fazovych map povrchu zkoumaného predmétu v akcep-
tovatelném ¢ase (v souasné chvili pod cca 1 s/bod).
Obr. 5 XRD féazova analyza bilych pigmentti v komplexni barevné vrstvé, spolu s vyznaéenim pfesného mista analyzy (vpravo

nahofe, elipsy vyznaluji maximalni a minimalni analyzovanou plochu vrstvy). Byl identifikovan zasadity uhli¢itan olovnaty
Pbs(CO5)2(OH): hydrocerusit, oxid zine¢naty ZnO zinkit a oxid titani¢ity TiOz v ¢tvereéné modifikaci anatas.
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Ve forenzni praxi se pomérné ¢asto setkavame s potfebou zjisténi pdvodu perel. Perly se na
trhu vyskytuji jako 3 hlavni skupiny — pfirodni perly, péstované (Cultivated, Cultured) a imi-
tace. Pfirodni perly vznikaji v téle mékkysa bez zasahu ¢lovéka, vniknuti ciziho objektu do
téla Zivolicha (parazit, larva, fragment skofapky apod.), obvykle nikoliv pisek, jak se dfive
tradovalo. Casto jsou bez jadra a jsou tvoreny od stfedu az do okraje stfidajicimi se vrstvic-
kami bilkoviny konchiolinu (4-14 %) a aragonitu (modifikace CaCOs, 82-92 %) a jsou velmi
drahé. Péstované perly vznikaji v téle mékkyst se zasahem &lovéka, vloZenim ciziho objektu
(rGizné hmoty, tkah uhynulého mékky3e apod.) do téla Zivodicha. Mohou byt i s jadrem, nebo
bez jadra (vloZeni tkan€). Na trhu se etablovaly pod fadou obchodnich nazvi: Seawater,
Akoya — Japonsko, South sea pearls (Tahiti, Australie), Freshwater (Cina, USA) a jsou po-
mérné velmi levné. Posledni skupinou jsou imitace perel — plastické hmoty, sklo (riizné typy,
¢asto s dutinami uvnitt), pouZiva se napf. nazev ,Shell pearls” — vyrobené ze schranek mlzd,
potazené barevnou vrstvou apod. Jsou velmi levné.

Rozpoznani imitaci od perel vzniklych v téle mékkyse je pomérné snadné. Svrchni vrstva
perel, ktera vznikla pfirodnim procesem, ma typickou mikromorfologii krystalkd aragonitu
a je pomérné dobre rozpoznatelna jak pod optickym, tak zejména pod elektronovym mikro-
skopem (Obr. 6). Problémem je rozliSeni perel péstovanych a ¢isté pfirodnich. Cena se pfitom
muze lisit o nékolik Fadi. Zde je nutné bud studium vnitfni stavby perly pomoci rentgeno-
vého prusvitu s vysokym rozliSenim, nebo mikro CT. Dal$i moznosti je studium izotopového
sloZeni, ale zde je prekazkou pomérné vysoka cena analyzy.

SEM HV:
Det: BSE View field: 168 ym 50 um Det: BSE View field: 79.7 ym | 20 pm
WD: 13.89 mm Kriminalisticky Gstav WD: 1212 mm

Obr. 6 Typickd mikromorfologie krystalkd aragonitu, ktery tvofi povrchu perly a vznikl v téle mékky3se. Vlevo dokumentace
z optického, dva snimky vpravo jsou z elektronového mikroskopu.

Organy &inné v trestnim fizeni, Celni sprava, Ceska obchodni inspekce a dal3i statni organy
pomérné Casto potrebuji urit pravost Sperkt a drahych kamend v nich. Jedna se opét o kom-
plexni analyzu, pfi které jsou vyuzivany metody optické a elektronové mikroskopie, Rama-
novy spektroskopie a dalsi techniky. Pro zji$téni plvodu kamene je obvykle nutné studium
mikroinkluzi mineralnich fazi. Nap¥. pro odli$eni ¢eskych granatd (chrompyropd, chranéné
oznaceni plivodu, UPV) od chrompyropii napf. z Afriky.

Jako néhrazka jinych drahych kament se velmi ¢asto pouZiva synteticka kubicka zirko-
nie (zkratka CZ). Jedna se o kubickou modifikaci oxidu zirkonia (ZrOz), nikoliv o pf¥irodni
mineral zirkon (silikat zirkonia, ZrSiOa), jako ktery je CZ &asto ozna¢ovéna. Jeji hustota se
pohybuje mezi 5,6 a 6,0 gcm™3, tvrdost 8-8,5 (Mohsova stupnice tvrdosti), index lomu je
blizky diamantu 2,15-2,18 (diamant - 2,42), optické disperse 0,058-0,066 (lep3i nez dia-
mant — 0,044). Synteticka vyroba znama od roku 1929, komer¢ni produkce ve velkém se da-
tuje od roku 1976. Aktualné se vyrabi CZ s tenkym pokrytim vrstvou s vlastnostmi diamantu
(diamond-like carbon — DLC), pouZiv4 se proces chemické depozice z plynné faze (chemical
vapor deposition — CVD). CZ se stava tvrdsi, vice tfpytivou a jesté vice pfipomina diamant.
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Lze ji barvit do libovolné barvy, je velmi levna a bézné se uziva k napodobovani jak vysoce
hodotnych drahych kamen’ (diamant, smaragd, rubin, safir), tak i levnych (topas, ametyst,
citrin, apod.). Jeji identifikace je pomérné jednoducha, posta¢i nedestruktivni chemicka ana-
lyza (SEM/EDS, Raman, FTIR), Obr 7. Dal$im materidlem, se kterym se Ize béZné setkat
je moissanit, jedna se o synteticky karbid kfemiku (SiC), krystalizuje v hexagonalni, nebo
kubické soustave, hustota je 3,218-3,22 gcm~3, tvrdost 9,5 (Mohsova stupnice), index lomu
(hexagonalni modifikace): nw = 2,654 ne = 2,967 (lepsi nez ma diamant — 2,42), disperse je
0,104 (2,5 x vy33i nez diamant). Prvni syntéza probéhla v roce 1884, na trh s drahymi kameny
uveden v roce 1998. Diky jeho vlastnostem se jedna o velmi efektni kimen a béZné se pouziva
k napodobovani diamantd. Identifikace je opét pomérné jednoducha, postaci nedestruktivni
chemicka analyza (SEM/EDS, Raman, FTIR).

Obr. 7a Analyza prstenu ze zlutého kovu s kameny,
deklarovan a prodan jako prsten s citrinem a diamanty.
Analyzy prokazaly, Ze citrin je zluta kubicka zirkonie
(Zr0O2), stejné jako diamanty.

Obr. 7b Energiové disperzni spektra (EDS) Zlutého centralniho kamene.
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Obr. 7c Energiové disperzni spektra (EDS) drobnych bezbarvych kamend.
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Na svétovy trh se aktualné dostava velké mnozZstvi syntetickych diamantd, které jsou vyra-
bény vysokotlakou, vysokoteplotni metodou (HPHT), v Ciné napt. pracuji specializované
tovarny, které produkuji jen tento typ diamantd. Druhym typem jsou diamanty vyrabéné
procesem chemické depozice z plynné faze (chemical vapor deposition — CVD). Oba tyto
procesy jsou znamy dlouho a pouzivaly se zejména pro technické diamanty, nebo primyslové
diamantové povlaky (CVD). V posledni dobé se ale technologie vyznamné zlep3ily a Ize
produkovat velké mnoZzstvi vysoce kvalitnich brousitelnych diamantu. Jejich cena mize byt
velmi nizka a odliSeni od pfirodnich diamantd je pomérné problematické a vyZaduje specialni
znalosti a pfistrojové vybaveni. Cini se pokusy o vyuZiti jednodussich optickych metod, ale
vysledky zatim nebyly dostatecné validovany, aby byly zcela priikazné a nezpochybnitelné.

Zavér

Vse, co se vyrabi a prodava, se i napodobuje, a to jiz od starovéku. V soucasné dobé je trh
doslova zavalen padélky. Od odévi a kabelek aZ po nahradni dily automobill a letadel.
Samostatnou kapitolou je padélani léciv. Odlieni primitivnich padélkd, nap¥. i vytvarného
uméni, je pomérné jednoduché, ale opravdu kvalitni a sofistikované padélky vyzaduji znalosti
a pristrojové vybaveni.
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